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Nazwa przedmiotu
Projektowanie systemow kontrolno - pomiarowych [N1EiT1>PSKP]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr

Elektronika i telekomunikacja 3/6

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnosc¢

niestacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne (np. online)
20 25 0

Cwiczenia Projekty/seminaria

0 0

Liczba punktéw ECTS

5,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

dr inz. Krzysztof Arnold
krzysztof.arnold@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

Student posiada uporzgdkowang i wspartg matematycznie wiedze w zakresie teorii obwoddw i teorii
sygnatéw. Zna zasady dziatania podstawowych uktadéw analogowych i cyfrowych oraz mikroprocesoréw i
komputerow. Potrafi pozyskiwaé¢ informacje z literatury i innych zrédet w jezyku polskim i angielskim oraz
wyciggac¢ wnioski. Ze zrozumieniem korzysta z prostych i czesto spotykanych aplikacji uktadéw
analogowych i cyfrowych. Rozumie koniecznos$¢ poszerzania wiedzy. Ma swiadomos$¢ wagi
profesjonalnego podejscia do rozwigzywanych probleméw technicznych.

Cel przedmiotu

Poznanie architektury komputerowych systeméw kontrolno-pomiarowych. Przedstawienie wtasciwosci,
parametrow i charakterystyk podstawowych jednostek funkcjonalnych systemu. Opanowanie umiejetnosci
projektowania i konfigurowania systeméw z kontrolerem PC. Projektowanie systemow z komputerem
nadrzednym i lokalnymi mikroprocesorami oraz systemow wykorzystujgcych standardowe karty pomiarowe.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
Student posiada podbudowang matematycznie wiedze w zakresie pozyskiwania i przetwarzania



sygnatéw w komputerowych systemach kontrolno-pomiarowych. Zna parametry i charakterystyki
blokow funkcjonalnych komputerowego systemu kontrolno-pomiarowego. Ma podstawowg wiedze
dotyczacg architektury kart pomiarowych do komputeréw. Ma wiadomosci o srodowiskach
programistycznych, wspierajgcych komputerowe systemy pomiarowe.

Umiejetnosci:

Umie postugiwac sie podstawowymi funkcjami wybranego srodowiska programistycznego, ktére
wspiera komputerowe systemy kontrolno-pomiarowe. Potrafi projektowac i konfigurowac proste
komputerowe systemy kontrolno-pomiarowe. Potrafi analizowa¢ wymagania i poréwnywac rozwigzania
komputerowych systeméw kontrolno-pomiarowych pod kgtem ich ztozono$ci, efektywnosci i kosztéw.

Kompetencje spoteczne:

Dostrzega zmiany wynikajgce z postepu technologicznego i rozumie koniecznosc¢ ciggtego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Ma poczucie odpowiedzialnosci za jakos¢ projektowanych przez siebie
komputerowych systeméw kontrolno-pomiarowych. Ma swiadomos$¢ powigzania pozyskiwanych

i przetwarzanych danych pomiarowych z technicznymi, ekonomicznymi i spotecznymi aspektami
funkcjonowania spoteczenstwa informacyjnego.

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Egzamin pisemny lub ustny weryfikuje wiedze i zrozumienie w zakresie tresci wyktadu.Zawiera pytania
problemowe otwarte o réznej punktacji. Ocena koncowa z egzaminu: ponizej 50% liczby punktow
mozliwych do uzyskania - 2,0; od 50% - 3,0; od 60% - 3,5; od 70% - 4,0; od 80% - 4,5; od 90% - 5,0.
Ocena koncowa z laboratorium jest $rednig arytmetyczng ocen za biezgcg aktywnos¢ podczas realizacji
wyznaczonych zadan (przygotowanie do zaje¢, zachowanie, zaangazowanie, rozwijanie umiejetnosci,
postepy w realizacji projektdow) i ocen za opracowane raporty. Skala dla oceny koncowej: do 2,75
wiacznie - 2,0; powyzej 2,75 - 3,0; powyzej 3,25 - 3,5; powyzej 3,75 - 4,0; powyzej 4,25 - 4,5; powyzej
4,75 - 5,0. Zaliczenie poprawkowe obejmuje obrone dodatkowego projektu i kolokwium pisemne lub
ustne.

Tresci programowe

Wykfad: Architektura komputerowych systemow kontrolno-pomiarowych. Funkcje sterujgce

i obliczeniowe kontrolera systemu. Parametry i charakterystyki toru przetwarzania a/c. Parametry

i charakterystyki toru przetwarzania c/a. Wyznaczanie pasma czestotliwosci toru a/c w pomiarach
jednokanatowych i wielokanatowych. Projektowanie konfiguracji systemu. Sterowanie i obcigzanie
magistral systemowych. Projektowanie podsysteméw I/O z wykorzystaniem kontroleréw PPI.
Komunikacja jednostek zewnetrznych z kontrolerem klasy PC. Projektowanie systemoéw z kartami
pomiarowymi do komputeréw PC.

Laboratorium: Wprowadzenie do $rodowiska LabView. Projektowanie wirtualnych przyrzagdéw
pomiarowych z wykorzystaniem srodowiska graficznego LabView. Wykorzystanie standardu RS232C
w systemach kontrolno - pomiarowych. Projektowanie systemu pomiarowego z nadrzednym
komputerem PC, interfejsem GPIB i urzgdzeniami SCPI. Konfiguracja sieciowych systemow
pomiarowych. Konwertery interfejsu USB w projektach podsystemoéw pomiarowych korzystajgcych ze
standardu RS232C lub magistrali 12C. Aplikacje wielofunkcyjnej karty pomiarowej DAQ. Tworzenie
aplikacji, symulacja pracy i programowanie sterownikow PLC w systemach kontrolno - pomiarowych.

Metody dydaktyczne

Wyktad z dyskusjg problemowsg, dotyczacg uwarunkowan i zasadnosci wyboru przyjmowanych
rozwigzan. Laboratorium: wykonywanie zadan praktycznych o charakterze projektowym, okreslonych
przez prowadzgcego, z wykorzystaniem literatury i dokumentacji techniczne;.
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 120 5,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 55 2,00
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 65 3,00

laboratoryjnych/¢wiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




